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概要 本論文では，プリント配線板上に実装されたCMOS論理回路の，はんだ付け不良などにより発生するピン浮きを検

出するための新しい検査法を提案する。本検査法では被検査回路の外部から交流電界を印加し，ICの電源電流を測定する。ピ

ン浮きがない場合は，外部から交流電界を印加しても定常時にはその ICに静的電源電流しか流れない。しかしピン浮きがある

と，その ICの電源電流に大きな変化が現れる。本論文ではこの性質を用いてピン浮きが検出可能であることを実験により示

す。またこの検査法で必要となる検査入力パターンについても明らかにする。

Abstract

A new test method is proposed in this paper for detecting pin opens in CMOS logic circuits fabri-

cated on printed circuit boards, which are caused by missing solder and so on. In our test method,

supply current of an IC is measured with AC electric filed applied outside of CMOS ICs. When any

pin opens do not occur in the IC, only quiescent supply current will flow. If a pin open occurs, large

supply current change will be generated. The proposed test method uses this property for detecting

pin opens. In this paper, the feasibility of the test method is evaluated by some experiments. Also,

the test input vectors are proposed for this test method.
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